






















































专利名称(译) 超声波测量装置和超声波探头
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摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：第一相位加法电路，接收从多个接收超声
波元件输出的电信号，在时间轴方向上移位所述多个电信号以组合所述
多个电信号，并输出复合信号;第二电光转换单元和第二发光单元，接收
复合信号，将复合信号转换为光信号，并输出光信号;光缆通过其传输光
信号;第二光接收单元和第二光电转换单元，接收光信号并将光信号转换
为电信号。在第一定相加法电路输出复合信号之后，第二发光单元输出
光信号。
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